236 Grundlagen der Kristall-Rontgenogrammetrie.

Substanzen vollzogen, im iibrigen sind auf der Abszissenachse unter
Voraussegung angewandter Kupferstrahlung &7, gleich die Werte der
Gitterkonstante @ vermerkt, DaB beim Steinsalz zwei Lagen passen
(@ = 2,815 und @ = 5,63) liegt an der Unterbelichtung des Films,
derzufolge die Ebenen mit nur ungeraden Indizes fehlen.
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Fig. 560. Nomogramm fiir isometrische Debye-Scherrer-Diagramme. Nach E. Schiebold.

18. Photographische Spektralverfahren unter Drehung des Kristalls.

Anstatt die Reflexe eines Rontgenstrahls an Hand ihrer Jonisations-
wirkung aufzusuchen und in ihrer Intensitit zu kennzeichnen, ver-
wendeten De Broglie, Rutherford und insbesondere Seemann unter Bei-
behaltung der Kiristalldrehung die photographische Fixierung der an
einer orientierten Kristallfliche reflektierten Strahlung. Das Primiir-
biindel fdllt durch eine Spaltblende auf die Kristallplatte, welche mit
der photographischen Platte gleichméBig gedreht wird. Die Dreh-
achse geht durch die reflektierende Oberfliche des Priiparats.



